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RESUMO

TITULO DO PROJETO: ANALISE DE MATERIAIS NATURAIS (MINERAIS),
SINTETICOS e TECNOLOGICOS POR DIFRATOMETRIA DE RAIOS X (DRX)

Aluno: Gabriel Franca Lezama
Orientador: Prof. Dr. André Sampaio Mexias

RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA

A técnica de difracdo de raios X é a principal técnica de caracterizagao de
materiais e minerais cristalinos. E principalmente utilizada para a determinagéo de
fases cristalinas e também pode informar dados da célula unitaria, como seus
parametros de rede e sua simetria. Os raios X sdo produzidos quando elétrons
colidem em alta velocidade em direcdo a um determinado metal em um tubo de
raios X. O tubo de raios X € composto por um filamento de W que funciona como
catodo, e o anodo consiste em um metal puro, como Mo, Co ou o Cu (mais
utilizado). O filamento é aquecido através da passagem de uma corrente elétrica, e
uma diferenca de potencial (voltagem) é aplicada, a qual permite que os elétrons
do catodo (W) sejam acelerados em direcdo ao dnodo de Cu. Esta aceleragéo
ocorre na velocidade da luz sob vacuo. Rapidamente os elétrons acelerados
colidem com o anodo (Efeito de Frenagem) e os elétrons mais energéticos da
camada interna do anodo (Ka) sao ejetados em forma de fétons de raios X através
de uma janela de berilio (transparente aos raios X). Os fétons de raios X de cada
anodo possuem um comprimento de onda especifico. No caso do Cu, o
comprimento de onda para Ka ¢é de 1,5406 A. Quando o feixe de raios X incide na
amostra em uma determinada posicao angular (e) e é difratado no mesmo angulo
(e), para que haja um pico de difragao é preciso que a Lei de Bragg (nA=2dn«sene)
seja satisfeita, ou seja, o valor calculado de dy) serd a distancia interplanar em
uma determinada célula unitaria e correspondera a um maximo de difragdo
especifico em um angulo particular. Com relagéo as atividades praticas realizadas
durante o periodo da bolsa, foram analisadas as fases mineralégicas dos
compostos em p6 (Rocha Total), assim como a preparacédo de laminas orientadas
para a identificacdo de filossilicatos e argilominerais (fracao < 4um). A analise pelo
método de Rocha Total exige um pé finamente cominuido. Para isso, fez-se
necessario a moagem das amostras em trituradores de rochas e/ou utilizando gral

e pistilo de 4gata para desagregacao de particulas, peneiramento das mesmas até
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a preparacao da amostra em porta-amostra especifico para p6. No processo de
preparacdo de laminas orientadas para identificacdo de argilominerais, é
necessario que a amostra inicialmente seja misturada com agua deionizada em
misturador orbital, desagregacao de particulas adsorvidas, por meio de ultrassom
de ponteira com amostra em solucdo, adicdo de defloculante e decantacao por
gravidade em funcdo de um tempo especifico para a granulometria desejada (Lei
de Stokes), e, por fim, a deposicdo do sobrenadante em laminas de vidro por
pipetagem. Ao secarem, as particulas tendem a ficar orientadas, privilegiando
determinados picos. As laminas sao analisadas ao natural, mas também sao
calcinadas em mufla a 550 °C, para a obliteracdo de toda agua possivelmente
presente na estrutura da argila amostrada e glicoladas, onde ha a saturacao de
etileno glicol para a verificagdo de possiveis expansdes interlamelares das argilas.
Ap6s a preparagdo das amostras utilizam-se os difratdbmetros de raios X do
laboratério, entendendo o funcionamento dos mesmos para a coleta de dados. Os
dados brutos coletados (difratogramas) foram analisados em software EVA da
BRUKER (AXS), onde cada distancia interplanar (diw)) em A de um pico de
difracdo foi comparada ao banco de dados do software, permitindo, assim, a
identificacdo das fases presentes das amostras analisadas por Rocha Total e as
modificagbes de distancias interplanares observadas nas analises de lamina

orientada, bem como todo seu fundamento, baseado na cristalografia.



